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97.6mm
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余盛不足

自由曲面比較
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平面比較



試験片１

2023/4/17 SEIKOWAVE CONFIDENTIAL 7

余盛不足

1mm grid
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44.6mm
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平面比較

余盛高さ変化をグラフ化
（次ページ）

スパッタ
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余盛不足

スパッタ

1mm grid
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ピット
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ピット
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平面比較

ピット
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ピット深さ = 0.75mm

1mm grid
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試験片４

ナイフキズ
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溶接線余盛高さの違い = 0.6mm

1mm grid
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ステンレス円筒面上のナイフキズ
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ナイフキズは細すぎて判別不可

ステンレス円筒面上のナイフキズ

自由曲面比較
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